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摘要(译)

本发明涉及一种用于同时检测不同波长的辐射的装置（10），包括一个
在另一个之上布置的多个基本模块，光学模块（16）和电子模块。在所
述基础模块中提供一个装置，每个装置用于反射和/或偏转确定的波长范
围的辐射。光检测元件分别与每个装置相关联。本发明还涉及基本模
块，充电单元，用于调节装置（10）的方法以及本发明装置（10）的用
途。
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